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Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової задачі по виявленню механізмів формування
аморфних кремній-вуглецевих плівок, отриманих методами магнетронного осадження, впливу физико-
технологических умов синтезу і подальших термічних обробок на структуру ближнього порядку, оптичні і
механічні властивості матеріалу. Запропоновано і відпрацьовано оригінальний метод осадження тонких
плівок a-SiC(:H) методом ВЧ-магнетронного розпилення мішені кристалічного карбіду кремнію (SiC-6H) з
площею, що обмежена тільки розміром катодного вузла магнетрона. Детально досліджено вплив
низькотемпературного відпалу (4500С) в інертному і окиснюючому середовищі на структурну перебудову і
фотолюмінесцентні властивості плівок a-Si(1-x)C(x):H із стехіометричним складом (x=0,5) та з надлишком
вуглецю (x=0,7). Встановлено, що основним ефектом низькотемпературної термічної обробки а-SiC:H тонких



плівок в окиснюючому середовищі є значне посилення фотолюмінесценції білого кольору. Запропоновано і
відпрацьовано метод синтезу світловипромінюючих плівок a-SiO(x)C(y):Tb:H за допомогою
низькотемпературного окиснення збагачених вуглецем плівок a-Si(1-x)C(x):Tb:H, осаджених методом
реактивного магнетронного розпилення. Досліджено механізми окиснення аморфних кремній-вуглецевих
плівок в парах води і в середовищі сухого кисню.

2. This dissertation deals with the decision of the scientific task on the study of processes of forming of the
amorphous silicon-carbon films obtained by the magnetron sputtering technique, influence of physical and
technological conditions of synthesis and subsequent heat treatments on the structure of near-order, optical and
mechanical properties of material for revealing the key mechanisms, which determine these properties. The
original method of deposition of a-SiC(:H) thin-films is suggested and developed - the method of RF- magnetron
sputtering of crystalline silicon carbide target with an area, limited only by the size of the magnetron cathode. The
target is a large-grainy batch of silicon carbide (6Н) crystals of 1-3 mm size. The influence of the gas mixture
composition during deposition is studied on the density and magnitude of mechanical stress in tapes of a-SiC and
a-SiC:H. On the basis of these results the conception is suggested to control the mechanical stress in silicon-
carbon films by variation of physical and technological parameters of deposition. By means of paramagnetic
resonance, IR and Raman spectroscopy the passivation of the defect states in a-SiC:H films and formation of new
silicon-carbon states are investigated. Such a structural reconstruction substantially increases the PL efficiency.
The effect of the low temperature thermal annealing (4500C) in an inert and oxidizing environment (water vapor,
oxygen) is studied on the structural reconstruction and luminescent properties of a-Si(1-x)C(x):H films with
stoichiometrical composition (x=0.5) and with an excess of carbon (x=0.7). It is found that the basic effect of the
low temperature heat treatment of а-SiC:H thin-films in an oxidizing environment is the enhancement of white
spectrum photoluminescence. The strongest effects of oxidization, and also intense photoluminescence of white
light, were observed in the carbon-rich а-SiC:H films, that is explained by higher porosity, and also is related to the
presence of carbon precipitates. The method of synthesis of light-emitting films is suggested using low
temperature oxidation in the atmosphere of oxygen of the carbon-rich a-Si(1-x)C(x):Tb:H films deposited by the
method of reactive magnetron sputtering. It is found that activation of photoluminescence of ions of terbium of
Tb3+ in such material can occur at the temperature of oxidation 500?6000С. The oxidation resistance of a-SiC:H
and a-SiC films is analysed. It is found that the increase of the carbon content in films reduces their density and
oxidation resistance, especially in the oxygen environment. The difference in the mechanisms of oxidation of a-
SiC:H and a-SiC films by the water vapor and dry oxygen is demonstrated. If oxidation by the water vapor of a-SiC
tapes is accompanied by precipitation of free carbon in the bulk of the film, then, in the case of oxidation of a-
SiC:H films by dry oxygen, carbon that is released after the break of Si-C bonds, oxidizes and retires from the
material in the form of volatile oxides.
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